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. 5: nem 
Fallen aus Abb. 5 zusammen, so cht man von nem 
3-Niveau 
Im Strahlungsgleichgewicht (Boltzmanngl chgewicht) sind e s-
sionsprozesse ebenso häufig wie die Absorptionsprozesse, so daß die Absorp-
tionsprozesse den induzierten überlegen sind. 
Damit es zur Lichtverstärkung durch induzierte Emission kommt, muß dieser 
Sachverhalt umgekehrt werden; dieser Vorgang wird als Inversion 
setzungszahlen bezeichnet. Die dazu igte Energie wi 
gewöhnlich mit einer Gasentladungslampe zugeführt. i 
Energiequelle und die Resonatorsubstanz so 
ein Energieband (vgl. Abb. 5) und cht 
gepumpt werden, so daß Photonen 
ladungslampe werden können 59). 
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behandelt, wi durch die Hilfsfunkenstrecke 
erheblich gesteigert (Abb. 11). Die oberhalb 
ektrodenführungen ~ sind in der Höhe 
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220 V, 50 Hz, 60 Hz, 
ca. 5,5 
1 ... 2 KV (kollt. einstellbar) 
127 ~F; 254 ~F; 381 ~F; S08 ~F 
63 ~H, 127 ~ 
mall. UlOO J 
max. 1 J 
lOGO M 




.. 5 KV (Kont. regel bar und 
abhäng' 9 von El elctl'odenabsUnd) 
1 !lF; 1,5 111'; 2 111'; !Ir 
30, 60, 125, 250, 500,1000 












sma 600 , Höhe 44 mm, 
Brennweite des Kollimatorobjektivs 
Brennweite des Kameraobjektivs 




















Mittl. Dispersion Ordnung: 
Theor. Auflösung: 
Erfaßbarer Spektral bereich: 
Gitter (L/mm) 
-- 81azewellenlänge: 
Mittl. Dispersion 1. Ordnung: 
Theor. Auflösung: 
E!"faßbarer Spektral bereich: 
Einstellbarer Spektral bereich: 
Plattenkassette: 
Genauigkeit der WellenlängenSKala 
Reproduzierbarkeit: 
Geschwi nd i gkeit: 
s 
540 mm 255.8 
500 nm 255.8 
50 mm 
1: 11,2; 1: 
200 ••• 
223 mm 
6 x 24; ){ 24 
0,39 bei nm 
0,78 bei 250 nm 
1,35 bei nm 
3,15 bei 400 nm 
5,80 bei 500 nm 
8,50 bei 580 nm 
0 ••• mm 
0,001 mm 
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Werkstoff_ Durital E90 
Oxide A B C 
+ 
88-90 86,3 88,0 
10-12 12,6 11,1 
0,1 0,18 0,037 
0,2 0,12 0,0325 
CaO 0,2 0,2 
-
MgO 0,1 0,12 -
MnO - 0,0021 -
0,012 
- - -
0,3 0,029 0,2024 
0,1 - -




























































s zu 1 mm si zu 
4.1.1.2 Siliziumcarbid 
SiC i n dem Heißpreßverfahren (HPSC) von rma z-
Kempten inkerami 1 i 
Temperaturberei in hexagonalen k ion ( a C) 





ne ß C ni zu ese 
an ( im 
ionen kl ner 3 %) 
ose ne C 
4.1.1.3 1 i d 
- ........ _--_ ........ """ .............. """""" 
t es si um nen ons i 
1 i zi d 




















• 8 lt. 
( ) 




























































1 lit in 
von SiO zu 







e in einem 
Ei 
1 i 















n i1 s 1 in 





Anteile in 1, 
35 - 45 
10 - 35 
0,3 
1 - 10 



















Anteile in ~ 














- i. a. 



















Aus Tab. 5 erkennt man, daß si 
des M70 stark unterscheidet; ler % lit 
und nur % Glasphase an. 
Aus der Tabelle der wicht; . 8) man 
nen niedrigen E-Modul in 
keit; dieses läßt im 
Körner schli . Dadurch e 1i un 
günst i 9 i nfl ußt werden. 
Werk- Dichte Komgroße Poro 
stoffe (g/cm3) (,um) sität (%) 
1,93 90-1500 12,3 35 0,61 !l.b. ZO (RT) 
3,2 2,8-4 0,5 420 5,26 4,1 300 (RT) 
n.b. 400 
500 ( 
2,4 n.b. 24 153 2,18 5,3 3,0 n.b. n.b. 
3,13 2 21,4 196 2,55 8,2 
M70 2,55 90-3000 17 60 0,88-1,43 n.b. 
EgO 2,85 90-3000 18 30 0,74-1,02 n.b . 
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Vergl cht man in e entstandenen Krater, so zeigt 
si m stoff Si3N4 n glatter sauberer Kraterrand (vgl. Abb. a), 
bzw. relativ gleichmäßig abgedampfte Kraterinnenflächen (vgl. Abb. b). 
Für den Werkstoff A1203 erkennt man an den Kraterrändern erkal Material-
lchen (Abb. c), bzw. in der Rasteraufnahme des 11 
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Anhand von 1 
des tliche Abl 
Abb. 38 zeigt eine Schnellkamera 
stoffe Durital E90 und Graphit. 
Graphit mit 10 % 
UL= 2 KV; CL= 508/uF; 
Abb. 38: Sehnel1kameraaufnahmen (ohne Funken) 
unters eh; 1 i ehen 












sie maximal 16 Bilder aufzeichnen kann. ggert man die lkamera mit 
dem Leuchten der Blitzlampe, so die 160 ~s des Verdampfungs-
vorganges in 16 Bildern gehalten (in Abb. 38 wird das erste Bild oben 
1 i nks, das te unten 1 i nks usw. ) ; eses sp cht ner 
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Analysenlinie zu 
Bezu slinie 
Ca 317,9 nm / Al 
Fe 259, nm I Al 
Mg 280,3 nm I Al 
Si 252,8 nm I Al 
Si 288,1 nm I Al 
Al 
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